
 
 

 
 

 

 

>>  Specjalistyczny spektrofotometr dwuwiązkowy z moŜliwością regulacji szerokości szczeliny 

spektralnej. 

 

>>  APLIKACJE: 

Analizy: 

• śywności 

• Leków 

• Produktów rolniczych 

• Środowiskowe 

I inne organiczne i biochemiczne aplikacje 

 

>>  ZALETY: 

• MoŜliwość dokonywania analiz w następujących trybach: pomiar fotometryczny, 
skanowanie spektrum, pomiar kinetyki, pomiar ilościowy i analiza DNA/białka 

• Podłączony do PC daje wiele dodatkowych aplikacji; dostęp do baz danych, 
trójwymiarowe analizy spektrum, protokół GLP, szybkie analizy pozostałości 
pestycydów i inne analizy spośród puli zastosowań w ochronie środowiska 

• Dostępne modele z oprogramowaniem w standardzie 

• Dokładne analizy 

• Stabilne osiągi 

• Szybki pomiar 

• Wygodna obsługa 

• Łatwość uaktualnienia 

 
 
 
 

 

SPEKTROFOTOMETR 

UV-VIS T80 i T80+ 

FIRMY PG INSTRUMENTS 

 



 

 
 

 

>>  DANE TECHNICZNE: 

Typ urządzenia T80 T80+ 

Szerokość szczeliny 2 nm (stała) Regulowana: 0.5 , 1 , 2 , 5 nm  

Tryb pracy Samodzielny  i z PC Samodzielny i z PC 

Software  
MPU Software Platform/Spec UV 
software workstation 

MPU Software Platform/Spec UV software 
Workstation 

Zakres długości fal 190-1100 nm 190-1100 nm 

Dokładność długości fal ±0.3 nm (automatyczna korekcja) ±0.3 nm (automatyczna korekcja) 

Powtarzalność długości fal 0,2 nm 0,2 nm 

Światło rozproszone 
<0,12%T (220 nm, Nal;340nm, 
NaNO2) 

<0,12%T (220 nm, Nal;340nm, NaNO2) 

Tryb fotometryczny 
Transmitancja, absorbancja, energia, 
koncentracja 

Transmitancja, absorbancja, energia, 
koncentracja 

Zakres fotometryczny -0,3 – 3 Abs -0,3 – 3 Abs 

Dokładność fotometryczna 
±0,002Abs(0-0.5A) 
±0,004Abs(0,5-1A) 
±0,3%T(0-100%T) 

±0,002Abs(0-0.5A) 
±0,004Abs(0,5-1A) 
±0,3%T(0-100%T) 

Powtarzalność 
fotometryczna 

0,001Abs(0-0,5A) 
0,002Abs(0,5-1A) 
0,15%T(0-100%T) 

0,001Abs(0-0,5A) 
0,002Abs(0,5-1A) 
0,15%T(0-100%T) 

Płaskość linii bazowej ±0,0015Abs(190-1100nm) ±0,0015Abs(190-1100nm) 

Stabilność linii bazowej 
0,0008Abs/h(500nm, 0Abs 2 nm 
szerokość szczeliny po 2 godzinnym 
rozgrzaniu systemu) 

0,0008Abs/h(500nm, 0Abs 2 nm szerokość 
szczeliny po 2 godzinnym rozgrzaniu 
systemu) 

Szum fotometryczny 
±0,001Abs(500nm, 0Abs, 2nm 
szczelina spektralna) 

±0,001Abs(500nm, 0Abs, 2nm szczelina 
spektralna) 

Oprogramowanie W standardzie lub UV-Win (zaleŜne od modelu)  

Numery katalogowe  

T80 Spektrofotometr dwuwiązkowy ze stałą szczeliną  

T80+ Spektrofotometr dwuwiązkowy z regulowaną szczeliną 

T80 SW 
Spektrofotometr dwuwiązkowy  ze stałą szczeliną z oprogramowaniem w 

standardzie 

T80+ SW 
Spektrofotometr dwuwiązkowy z regulowaną szczeliną z oprogramowaniem w 

standardzie 
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